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Park主要製品のご紹介





Park 
 FX40 

次世代の原子間力顕微鏡
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難易度の高いフォトマスクの欠陥をリペア
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 EP4 

薄膜特性評価イメージングエリプソメーターナノフィルム
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Accurion 
 i4 

3つのサイズで多用途に使用できるコンパクトな卓上型除振台
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        カスタマーサポート
          
        
      

      
        
          世界各地のサービスネットワークに支えられている弊社製品の高い品質・精度・寿命をご体感ください。弊社は、品質の維持に強くコミットしており、修理やメンテナンスのあらゆるニーズに対して、信頼できるサービスを提供します。
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          新製品発表、最新技術情報、特別イベントなどをお見逃しなく。メルマガをご購読いただきますと、定期的に最新情報を得ることができます。
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